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論文の概要及び判定理由 

                                  
この博士論文では、車載品質での半導体デバイスの生産出荷時テストがテスト品質・観 

点から改善できるために開発した技術を５つ示した。その研究成果はアナログ、ミクスト

シグナル, メモリデバイスの信頼性と品質を保証し、低コスト半導体試験装置では通常測

定できない全ての仕様を保証するためのものである。これらの学術的および産業的な有用

性を理論・シミュレーション・実測等で検証している。 
最初の研究成果はチャープ信号を用いてRFフィルタ特性を測定テストする技術である。

信号帯域、群遅延を精度良く短時間で安定的に測定テストできる。２つめの研究成果はチ

ャープ信号変調を用いて高周波周波数変換回路の群遅延を、標準 RF 半導体試験装置を用

いて低コストで正確に測定する技術の実現可能性についてである。３つめの研究成果は低

コスト任意波形発生器を用いた新規信号処理アルゴリズムによる、AD 変換器の歪特性の

低コスト高精度測定テスト技術である。特殊な任意波形発生器に対しても適切にアルゴリ

ズムを修正することで高精度測定テストが可能になることを示した。４つめの研究成果は

ゲート酸化膜アンチフューズアーキテクチャのワンタイムプログラムメモリで、低温で生

じるフューズ故障と室温での非常に低い電源電圧でのテストとの相関を示し、低温テスト

を行わなくてよい低コスト技術を開発した。５つめの研究成果は不揮発性メモリ

EEPROM 製造出荷テストフローの最適化である。故障のあるチップとテストフローの解

析を通じて、歩留まりの向上、テスト時間削減、工場から出荷する際の品質の向上が得ら

れる。開発した技術は高品質でコスト競争力がある EEPROM 生産を可能にして車載用 IC
応用に適切なものである。 
開発した技術は学術的に革新的であり、また産業的にも有用性が実証されている。非常

に高品質の集積回路を要求する車載ＩＣ産業界に大きな貢献をすることが期待できる。 
博士（理工学）の学位に値するものと判定した。 
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